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１．概要（Summary） 

有機電子材料を光学的な観点から研究している。有機

高分子材料の研究においては、薄膜状態において光学

測定を実施することがある。薄膜状態の試料の光学測定

から光学定数を決定する際には、薄膜の厚さを求める必

要がある。そこで、我々は段差計を用いて有機薄膜の膜

厚を決定した。 
 

２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

段差計 Dektak150 
【実験方法】 

共役系高分子材料を有機溶媒に溶解し、スピンコーテ

ィング法により基板上に製膜した。高分子薄膜の一部を

剥離することにより生じた段差を段差計により計測した。ま

た電場変調分光用にスパッタリングにより製膜した金属膜

についても計測を行った。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
各々の試料について複数個所の段差を測定することに

より、膜厚を決定した。膜厚を決定するとともに、研究室所

有の装置により光学密度を測定し、吸収係数の決定を行

った。これにより吸収係数スペクトルを得た。また、電子状

態についてより詳細な解析を行うため、離散準位モデル

を仮定し、このモデルを用いて得られる光学スペクトルに

より実験結果をフィッティングし、複素誘電率スペクトルを

求めた。 
有機電子材料の電子励起状態の準位構造の決定には、

吸収スペクトル測定に加え、電場変調分光測定が有効で

ある[1]。そこで、一部の試料については、さらに電場変調

分光法を適用し、電場印加状態による光学定数の変化を

測定した。実際に電場変調測定に用いた試料の膜厚を

決定し、この値を用いて電場変調吸収スペクトルの解析を

行った。 
このように、研究対象とした物質の膜厚を決定し、分光

測定と組み合わせることにより、電子励起状態の詳細につ

いて研究を進めた。 
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